
小惑星探査機 「はやぶさ２」 試料分析用試料台

NanoAnalysis linkage grid （Kochi grid）の開発

あいちSR BL8S2 LIGA装置の構成

小惑星探査機 「はやぶさ」 が、小惑星 「イトカワ」 から採取した岩石試料の分析結果からは、「イトカワ」の年齢やその起源など様々
な情報が得られた。宇宙航空研究開発機構 （JAXA）は、小惑星 「リュウグウ」 からの試料採取を目的に、後継機となる 「はやぶさ2」
を打ち上げ、現在、試料採取を行っている。「リュウグウ」 の構成物質からは地球誕生の謎や海の水、生命の原材料となる有機物の
起源を探る手掛りとなる発見が期待されている。 「リュウグウ」 から得られる試料は、直径 数μm から数百μm の微小岩石試料で

様々な研究機関の分析装置を利用した分析・研究が行われる。 試料分析には、高真空状態での微小試料の取り扱いの困難さ、
各分析装置の専用試料台に取り付けた試料は、他の分析装置で再利用できない等の多くの改善点が指摘されていた。そこで採取した
試料の取り扱いの簡易化と多角的な試料分析を行うため新しい試料ホルダー NanoAnalysis linkage grid (Kochi grid ) の製作が試みら
れたが、試料台の大きさや構造の複雑さから機械加工による製作は困難であった。我々は、あいちSRセンター BL8S2で、放射光を
利用した LIGAプロセスにより、様々な分析装置で共通に使用できる多段薄膜型試料ホルダー Kochi grid の開発に成功した。

BL8S2 白色X線使用時構成図
露光装置内の自動 XZステージ
とX線照射用冶具

銅製試料台 Kochi grid の製作
複数回の重ねX線露光と 銅電鋳作業で
多段形状 （試料設置用ポスト 厚さ 0.03mm、
ハンドル部 厚さ 0.2mm）と 試料設置用ポスト

の傾斜形状を有する 銅製 Kochi grid 
の形状を実現している。SEM観察による
評価では、バリも無く形状も良好である。
本研究では、（株）三琇ファインツールの
金型加工技術によるによるSUS製X線照射用
マスクの作成、（株）イケックス工業の電鋳技術
などを導入し、共同で開発を行っている。

あいちSR の放射光 LIGAシステムを利用して
「はやぶさ2」 微小試料分析用銅製試料台
Kochi grid の製作を行った。Kochi grid は、
「はやぶさ2」 試料だけでなく様々な分野の
分析試料で利用が可能である。
現在、「はやぶさ2」 プロジェクトチームへ
試料台のサンプル提供を行っている。
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LIGA プロセスは、リソグラフィー、電気めっき、成型を組み合わ
せた精密部品製造技術で、微小な機構部品、光学デバイスの
作成等の様々な分野の利用が期待されている。

LIGA プロセスによる銅構造体の作製方法
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はやぶさ２試料分析用試料台
NanoAnalysis linkage grid (Kochi grid)

「リュウグウ」から採取した微小岩石試料を、
分析するための試料ホルダー。様々な
分析装置で共通に使用できるよう各分析装置
利用者の意見を取り入れ設計されており、

「はやぶさ２」の試料に限らず様々な分野の分
析試料での利用が可能である。

Kochi grid 図面

Kochi grid ３次元イメージ
ポスト部とハンドリング部の厚さの異なる
多段形状。全体が銅で製作されている

試料設置用ポスト
厚さ 0.03mm、端面は菱形の傾斜形状

試料台のSEM画像
先端の試料取り付けピンは
0.1mm×0.2mm、高さ 0.03mm

照射基板上にPMMA
レジストを塗布する

バーコータを使用した
レジスト塗布システム

光源からのX線を露光装置内に設置
した試料に照射して露光を行う。照射
X線は、白色（5-20keV程度）とX線反射
ミラーを使用して高エネルギー領域を
カットしたX線（6-8keV）を選択できる。
露光装置内でのX線照射面積は、
縦 10mm×横35mm。露光装置内は、
真空もしくはHe 環境で利用可能である。 ハッチ内の露光装置配置

試料ポスト部の拡大写真

BL8S2 で作成した試料ホルダー

BL8S2 で作成した試料台
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試料位置のマーカーとして
0.01mm角の溝を刻んでいる

試料を設置するための
端面は、30度傾いた
傾斜形状をしている。

端面は30度の傾斜構造

幅 0.01mmの溝を試料設置の目印に作成
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